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Целью работы является исследование возможности использования СВЧ резонатора на продольных 

объемных акустических волнах (ОАВ-резонатор) со структурой Al/Al0,72Sc0,28N/Mo/(100) алмаз/Mo как 
химического сенсора на примере окисления молибдена. Пленку молибдена толщиной ~1 мкм напыляли 
на свободную поверхность алмаза в ОАВ-резонаторе методом магнетронного распыления. Полученная 
структура была подвергнута последовательным отжигам в воздушной среде с постепенным увеличением 
температуры от комнатной до 500°C. Длительность каждого отжига составляла 1 час. Изменения морфо-
логии и химического состава пленок Мо изучали методом энергодисперсионной спектроскопии с помо-
щью растрового электронного микроскопа JEOL JSM‑7600F, фазового состава – методом рентгеновской 
дифракции с помощью дифрактометра Empyrean (Panalytic) на излучении CuKα. Толщина пленки кон-
тролировалась методом атомно-силовой микроскопии при помощи сканирующего зондового микро-
скопа Ntegra Prima. Используя векторный анализатор цепей Agilent E5071C ENA, в диапазоне 3–18 ГГц 
были исследованы температурные зависимости сдвига частоты и добротности резонансных обертонов 
сенсора после каждой стадии отжига. Изменения акустических параметров, полученные СВЧ акусто
электронным сенсором, обусловлены как ростом кристаллитов Мо, так и образованием таких фаз, как 
MoO2 (моноклинная), α- и β-фазы MoO3 (орторомбическая и моноклинная соответственно), наличие 
которых подтверждено другими методами. Впервые показано, что изменения акустических параметров 
акустоэлектронного сенсора несут информацию о тонких изменениях в химическом составе пленки Мо 
при окислении. ОАВ-резонатор как химический сенсор допускает многократное применение благодаря 
стойкости алмазной подложки.
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В докладе обсуждаются результаты расчетов методом конечных элементов коэффициента отраже-

ния ПАВ от препятствий (неоднородностей), созданных на поверхности подложек YZ и 128°YX LiNbO3: 
одиночных ступенек, выступов, канавок и металлических полосок (электродов). Предполагалось, что 
препятствия имеют бесконечную протяженность перпендикулярно направлению распространения ПАВ. 
Коэффициент отражения находился с помощью преобразования Фурье рассеянного поля на поверхно-
сти подложки. 

Найдены зависимости модуля и фазы коэффициента отражения от высоты и ширины препятствий. 
Обнаружено, что кривые, показывающие осциллирующую зависимость модуля коэффициента от шири-
ны канавки и выступа одинаковой формы, похожи в значительной степени, но смещены относительно 
друг друга, причем этот сдвиг является достаточно большим, даже если отношение толщины к длине 


